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특허청  

청 항 1 

과  재료에  사하는 , 상  과  재료  과한  검 하는 수 , 상  

 상  과  재료 사 에   1 편 과, 상  과  재료  상  수  사 에 고 상

 1 편 에 해  스 니    2 편 과, 상  수  수  신 에 해  상  과

 재료  결함  무  하는 결함  갖는 과  재료  결함 검  ;

상   상  수  사 에  거 학계 , 상  거 학계는 상    상   1   2

편  직  과    역  거하는 것  비하는 것  특징  하는 과  재료  결함

검  .

청 항 2 

 1 항에 어 , 상  거 학계는 400㎚ 하   역  거하는 것  특징  하는 과  재료

 결함 검  .

청 항 3 

 1 항에 어 , 상  거 학계는 700㎚ 상   역  거하는 것  특징  하는 과  재료

 결함 검  .

청 항 4 

 1 항에 어 , 상   1   2 편  드계 편 , 상  수 는 고체 상 , 상

거 학계는 420㎚ 하  700㎚ 상   역  거하는 것  특징  하는 과  재료  결함 검

 .

청 항 5 

 1 항에 어 , 상  거 학계는 체 다 막 필  또는  것  특징  하는 과

 재료  결함 검  .

청 항 6 

 1 항에 어 , 상  거 학계는 상   상   1 편  사 에 어 는 것  특징

하는 과  재료  결함 검  .

청 항 7 

 1 항에 어 , 상  는 탈할라 드 램프  상  거 학계  내 하는 것  특징  하는 

과  재료  결함 검  .

청 항 8 

 1 항에 어 , 상  과  재료는 상차 필  것  특징  하는 과  재료  결함 검  .

청 항 9 

  1 편  통하여 과  재료에  사하는 스 ;

상  과  재료  과한  상   1 편 에 해  스 니  한  2 편 에 사시 는

스 ;

상  과  재료  결함  검 하  해  상   2 편  과한  수  검 하는 스 ;  

상    상   1   2 편  직  과    역  거하  해  상   상

 1 편  사 에  상   거 학계에 사시 는 스  비하는 것  특징  하는 과  재료
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 결함 검  .

  

 상 한 

     술  야

본  편  해  과  재료  결함  검 하는 결함 검    결함 검  에 한 것<1>

다.

     경  술

액  시  시야각  개 하  해  학  갖는 액  한 필  상에 한 학 보상<2>

필 ( 하 「 상차 필 」 라고 함)  고 다. 상차 필    필 에 향막  하는 공

과,  향막 상에 액  도포해  건 시  액  하는 공 에 해 다(  들 , 본 특허

공개 평9-73081  공보 참 ). 들  공  엄격한 리하에  행해지지만 물  · 착에 하는

 향 편차나 지지체가 는  필  께 편차, 액  도포 편차 등  결함   없애는 것

곤란하다.

 띠 상 필   과 에  생 는 결함  검 하  해   라  상에  필  검사하는<3>

 라  검사가 행해지고 다. 라  검사에 는 우  검사 상  는 필 에   사

하고, 필  과한  수  검 한다. 그리고, 검   해 함  결함  나  등  

악한다.  들 , 본 특허공개 평6-148095  공보에 재   결함  검  에 는  수

 에 각각  1   2 편  하고, 들 편   편  향  직 하도  하고 

다. 것에 해 필  상  통과한   2 편 에 해 차단 어 수 에는 거  도달하는 

없는 것에 해  편 에 향  미 는 결함  통과한   2 편  통하여 수 에 해 수

다. 또한, 본 특허공개 평6-18445  공보에 재  핀  결함  검  에 는 검사 상 필  

과 수 에 각각 편  하고, 들 편  편  향   평행해지도  어 다. 필 에

결함  없  에는  편  나   필  통과할 에 산란 어 편  향에 트러짐  생

므  수  편  사 는  강도는 약해진다. 한편, 필  상에 핀  결함   에는

 편  나   편  향  지한 상태  핀  결함  통과하므  수  편

 사 는  강도는 변 지 않는다. 러한  강도 변  해  핀  결함  검  도

고 다.

그러나 래  편  한 결함 검  에 는 미 한 결함  검 하는 것  곤란했다. 그래  본 <4>

는 래  결함 검   재차 검 함  하  지견  얻었다. 우 , 드계  편  필 는 400㎚

  역에  과  피 가 고,   역   결함 검  도에 향  미 고 었다.

또한, 드계  편  필 에 는 700㎚  과하는  역    편 어 지 않았다. 한편, 수

 는 CCD 등  고체 상 는 400㎚ 하나 700㎚ 상   역에도 감도  갖는다.  

문에  400㎚  하나  700㎚  상   역   결함   한  수  신 에    는

나 지, 결함 검  도  하시 고 었다.

결함  미 하  검 는 도 미약하다. 라 , 미  결함  검  도  향상시  해 는 수 에<5>

들어가는   낮게 억 해  필 에 결함  는 경우  없는 경우에  수 에 는 량  차

게 할 필 가 다.

     내

본   과  재료  결함  편  해  도 게 검 할 수 는 결함 검   <6>

결함 검   공하는 것에 다.

상  , 그   달 하  해  본  과  재료  결함 검  는 , 수 ,<7>

 1 편 과,  2 편 과, 결함 , 거 학계  포함한다. 상  는 과  재료에 

사한다. 상  수 는 상  과  재료  사   검 한다. 상   1 편  상  

상  과  재료 사 에 어 다. 상   2 편  상  과  재료  상  수  사 에 
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고, 상   1 편 에 해  스 니 (crossed nicols)  어 다. 상  결함 는 상  수

 수  신 에 해  상  과  재료  결함  한다. 상  거 학계는 상   상

수  사 에 고, 상    상   1   2 편  직  과    역  거한다.

상  거 학계는 400㎚ 하   역  거하는 것  람직하다. 또한, 상  거 학계는 700㎚ <8>

상   역  거하는 것  람직하다.

본  람직한 실시 에 는 상   1   2 편  드계  편 , 상  수 는 고체 <9>

상 다. 그리고, 상  거 학계는 420㎚ 하    700㎚ 상   역  거한다. 상  거

학계는 체 다 막 필  또는 (monochromator)  것  람직하다. 그리고, 상  거 학

계는 상   상   1 편  사 에 어 는 것  람직하다.

상  는 탈할라 드 램프  상  거 학계  내 하는 것  람직하다. 또한, 상  과  재료<10>

는 상차 필  것  람직하다.

본  과  재료  결함 검     1 편  통하여 과  재료에  사하<11>

는 스 과, 상  과  재료  과한  상   1 편 에 해  스 니  한  2 편 에

사시 는 스 과, 상  과  재료  결함  검 하  해  상   2 편  과한  수

검 하는 스 과, 상    상   1   2 편  직  과    역  거하  해  상

  상   1 편  사 에  상   거 학계에 사시 는 스  포함한다.

본 에 하   1   2 편  직  과    역   거 학계에 해 거 다.<12>

라 , 결함 검  에 가 는  없어 과  재료  결함  도 게 검 다.

     실시  한 체  내

도 1에 어  상차 필   라 (10)  향막  (11) , 액   (12) , 결함 검  <13>

(13) , 취 (14)  비하고 다. 취 (14)  취에 해  수지 필 (15)  상차 필 (1

6)  도   X 향  주행하고 다.

향막  (11)는 필  (18)     수지 필 (15)  에 향막  수지  함<14>

한 도포액  도포해  가열 건 시 다. 것에 해  수지 필 (15)  에는 향막  수지

다. 그리고 향막  (11)는  수지 필 (15)  향막  수지 에 해  러빙(rubbing)

처리  실시해  향막  한다.

액   (12)는  수지 필 (15)  향막 상에 액  합물  함 한 도포액  도포하고, <15>

시  후에 가열해  액  한다. 그리고  액 에  사해  가 함  한 상

차 필 (16)( 하 「필 」 라고 함)  얻는다.

결함 검  (13)는 필 (16) 상에 생  결함  검 한다. 결함 란,  들  상, 께 편차, 도포 편<16>

차,  향 편차 등 다. 또한, 검사 상  상차 필 에 한 지 않고,  들  사 지 필  등,

 또는   과하는 재  다.

결함 검  (13)는 가 드 러(20, 21) , (22) , 량 (23) , 수 (24) ,  1   2<17>

편 (25, 26)과, 거 학계(27) , (28)  비하고 다. 가 드 러(20, 21)는 필 (16)  

에  간격  어 고, 필 (16)  에 동(從動)해  한다. 필 (16)  가 드 러(20,

21)에 걸쳐  평 상  지 다. 또한, 가 드 러(21)에는 (30)가 어 다. (30)는

필 (16)     마다  스 신  생시 다.   스 신 는 (28)에 

신 고, X 향에 어  결함  특 하는 에 다.

(22)는  들 ,  탈할라 드 램프 , 필 (16)   하 에 어 다. 또한, <18>

(22)에는 량 (23)가 어 다. 량 (23)는 (22)  근 에  (도시하지 않

)  량 검  신 에 해  량  해지도  (22)  어한다. 것에 해 필 (16)에 사

는  균 한 량  고, 항상 동 한 감도  결함  검 하는 것  가능해 진다. 또한, (22)는 

도가  것  고, 고주  등 나 할 겐 램프, 수  램프,  등  사 할 수도 다.

수 (24)는  들  CCD 라 , 필 (16)   상 에 어 다. 수 (24)는 필 (16)<19>

폭 향  라 상  열  다수  수   갖고 다.  에 해 필 (16)  체 폭에 걸쳐
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결함  검 할 수 과 아울러, 결함에 한 해 능  게 할 수 다. 또한, 수 (24)  동 주 수

는 필 (16)  고 도  주행한 경우라도 해 능   보 할 수 도  어 다. 수 (2

4)는 필 (16)     마다 1라  상  행하고, 상 신  (28)에 신한다. 또한,

수 (24)는 2  상 어도 다.

 1   2 편 (25, 26)   들  드계 편 다.  1 편 (25)  (22)  필 (16) 사<20>

에,  2 편 (26)  필 (16)과 수 (24) 사 에 각각 어 다. 또한,  1   2 편 (25,

26)   편  향  직 하도  스 니  어 다. 라 , 필 (16)에 결함  없는 경우에는

 1 편 (25)에 해 특  편 에 편   그 편  지한 상태  필 (16)  통과하므   2

편 (26)에 해 차단 어 수 (24)에는  거  들어가지 않는다.  수 (24)는 암시야 상태  다.

한편, 필 (16)에 결함  는 경우에는  1 편 (25)에 해 특  편 에 편   필 (16)  결함

에  산란· 산 어 그 편  변 다. 편  변    2 편 (26)  통과하므  수

(24)는 수  상태  다. 또한, 능과 가격  에  드계 편  사 하고 지만 염료계 편 나

막 편 , 해  등  루어지는 편  사 해도 다.

거 학계(27)는 체 다 막  루어지는 드 스 필 , (22)   1 편 (25) 사 에 <21>

어 다. 거 학계(27)는 (22)     역  420㎚ 하  700㎚ 상   거

한다.  1   2 편 (25, 26)에는  역  420㎚보다 고 700㎚ 미만  만  사 므  검사에

필 한 역    수 (24)에 들어가는  없다. 라  도 게 결함  검 할 수 

다.

드계 편  스 니  한 경우라도  역에 라 는  편  과하는 경우가 다.<22>

도 2에  나타내는  같 ,  스  니  한   1    2  편 (25,  26)  겹쳤   과 (직

과 )  400㎚ 근  700㎚  과한 근에  아지고 다. 한편, 수 (24)  는 CCD 라

는 400㎚ 하  700㎚ 상   역  에도 감도  갖고  문에   역   그  검

  어 린다. 그래  본 에 는 드 스 필  한 거 학계(27)에 해 420㎚ 하

 700㎚ 상   역(해  역)(A1, A2)   컷 하여 420㎚보다 고 700㎚ 미만   역  

만  필 (16)에 사시 다. 것에 해 수  신 에 가 함 는  없어지므  결함  검  도

 향상시킬 수 다.

거 학계(27)는 체 다 막  사 한 드 스 필  에 나  컷  필 , 색 리 필<23>

나  격  등 어도 다. 또한, 거 학계(27)에 한 거  역  420㎚ 하  700㎚ 상에 한

지 않고, 사 하는 편  에 라 당하게 결 해도 다.  사 하는 편  스 니  

해    사하여 직  과    역  거하도  한다. 라   들 , 직

과  400㎚ 하  700㎚ 상   역에   경우에는 들  역   거 학계(27)

거한다.

또한, 거 학계(27)   는 (22)   1 편 (25) 사  에 하  6개  가 고<24>

다.  1 는 수 (24)   앞,  2 는 수 (24)   2 편 (26) 사 ,  3 는  2

편 (26)과 필 (16) 사 ,  4 는 필 (16)과  1 편 (25) 사 ,  5 는 (22)  내 ,

 6 는 (22)  체 다.

 편  나 열에 해  약하  문에  1~  4 는 람직하지 않다. 또한, 수 (24)<25>

는 필 (16)에 포커스  맞 므  거 학계(27)는 필 (16)  어  는 편  다. 라   3 

 4 는 람직하지 않다. 또한,  6 에 는 (22)  할 마다 결함  검  도가 뀌

어 리므  람직하지 않다. 한편, (22)  내 에 하  거 학계(27)는  문에 하다.

라   5 가 람직하다.

(28)는 수 (24)  상 신 에 해  미  처리 등  강  처리  실시한다. 그리고 <26>

(28)는 강  처리가 실시  상 신 에 해  결함  무  한다. 또한, (28)는 1라  만

상 신   결함 개 에 하는 신 , (30)   스 신 에 해  필 (16)  결함

 XY 평   상에  특 한다.

다 에 결함 검  (13)  에 해  한다. 향막  (11)  액   (12)에 해<27>

 필 (16)  결함 검  (13)  다. 결함 검사 (13)에 는  도  주행하는 필 (16)
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에 해  (22)   다. 그  420㎚ 하  700㎚ 상   역   거 학계

(27)에 해 거 다. 한편, 420㎚보다 고 700㎚ 미만   역    1 편 (25)에 해 특

편 에 편  후, 필 (16)에 사 다. 여 에 , 필 (16)에 결함  없는 경우에는  필 (16)  그

 과하고,  2 편 (26)에 해 차단 다. 한편, 필 (16)에 결함  는 경우에는  편  결함에

해 변  문에  가  2 편 (26)  빠 나간다. 수 (24)는   2 편 (26)

사   검 한다.

수 (24)는 필 (16)     마다 1라  만  상  행하고, 상 신  (28)에 <28>

신한다. (28)는 결함  무  검 함과 아울러, 결함   특 한다. 그리고, 결함에 한 보가

스플 (도시 없 )에 시 다.

본   신  탈하지 않는 에  여러가지  변 , 변경  가능하 ,  같  경우도 본 <29>

 보  에 포함 는 것  해 해야 한다.

도  간단한 

상     첨  도  참 해  본  람직한 실시  재   당업 에게 어<30>

 해질 것 다:

도 1  본  과  재료  결함 검   도 한 상차 필   라  나타내는 개략도 다;  <31>

도 2는 편  직  과  나타내는 그래프 다.<32>
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도

    도 1

    도 2
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